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行動通信電信終端設備技術規範(NR)測試證明書 
 

產 品 名 稱 ：NR手持式行動電話機 

廠      牌 ：SAMSUNG 

型      號 ：SM-G9910 

申 請 廠 商 ：台灣三星電子股份有限公司 

申請者地址 ：臺北市內湖區瑞光路399號10樓之1 

製 造 廠 商(1) ：Samsung Electronics Co., Ltd. 

製造商地址(1) ：302,3Gongdan 3-Ro,Gumi-Si,Gyeongsangbuk-Do 730-722 Korea 

製 造 廠 商(2) ：Tianjin Samsung Telecom.Technology Co.,Ltd. 
製造商地址(2) ：No.9 WeiWu Road, Micro-Electronics Industrial Park, XiQing District.,  

Tianjin City 300385,P.R. China 
製 造 廠 商(3) ：HUIZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD 
製造商地址(3) ：256, ZHONGKAI 6TH ROAD, CHENJIANG TOWN,HUIZHOU CITY, 

GUANGDONG PROVINCE,CHINA 
製 造 廠 商(4) ：Shenzhen Samsung Kejian Mobile Telecommunication Technology Co.,Ltd. 
製造商地址(4) ：Samsung Kejian Plant,No.2 Songping St., North Area of Hi-tech Park, 

Nanshan District,Shenzhen City,Guangdong Province, 
People's Republic of China 

製 造 廠 商(5) ：SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD 
製造商地址(5) ：Yen Phong 1 Industrial Zone,Yen Trung Commune,Yen Phong District, 

Bac Ninh Province, Vietnam 
製 造 廠 商(6) ：SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN CO.,LTD 

製造商地址(6) ：Yen Binh IP,Dong Tien WARD Pho Yen,Thai Nguyen PROVINCE VTETNAM 
待測物電壓 ：輸入:(PDO) 5.0 VDC, 3.0 A / 9.0 VDC, 2.77 A 

(PPS) 5.9 VDC, 3.0 A - 11.0 VDC, 2.25 A 
輸出:5.0 VDC, 0.5 A(對其它裝置支持有線連接充電使用) 

試 驗 電 壓 ：DC 3.88 V 

量 測 規 範 ：行動通信電信終端設備技術規範 109 年 9 月 25 日 

試驗實驗室 ：晶復科技股份有限公司(桃園市八德區長安街 140-1 號) 

樣品接收日期 ：109 年 10 月 30 日 

試 驗 日 期 ：109 年 11 月 14 日 ~ 109 年 11 月 16 日 

報告中所描述之測試結果與待測設備之架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。 
由測試結果顯示, 上述待測設備樣機確實已符合行動通信電信終端設備技術規範(NR)所規定的各項
限制值。 
 特 此 證 明 ！ 

 

審  核  者： 
 

(  楊  凱  宇  ) 
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1. 一般敘述 

1.1 待測設備一般敘述 

本敘述僅針對產品簡單說明之，其他詳細之規格請參考使用說明書。 

產 品 名 稱 NR 手持式行動電話機 

廠 牌 SAMSUNG 

型 號 SM-G9910 

額 定 電 源 
輸入:(PDO) 5.0 VDC, 3.0 A / 9.0 VDC, 2.77 A 

(PPS) 5.9 VDC, 3.0 A - 11.0 VDC, 2.25 A 
輸出:5.0 VDC, 0.5 A(對其它裝置支持有線連接充電使用) 

I M E I  N o . IMEI 1: 350548050000359, IMEI 2: 351403490000354 

使 用 頻 帶 

FR1 

5G NR n1 : 
FDD: 2100 MHz 頻段(UL:1920 MHz~1980 MHz / DL:2110 MHz~2170 MHz) 
5G NR n28 : 
FDD: 700 MHz 頻段(UL:703 MHz~748 MHz / DL:758 MHz~803 MHz) 
5G NR n78 : 
TDD: 3500 MHz 頻段(UL / DL:3300 MHz~3570 MHz) 

使 用 頻 寬 

FR1 

5G NR n1 : 
SCS=15 kHz: 5 MHz / 10 MHz / 15 MHz / 20 MHz 
5G NR n28 : 
SCS=15 kHz: 5 MHz / 10 MHz / 15 MHz / 20 MHz 
5G NR n78 : 
SCS=30 kHz: 20 MHz / 40 MHz / 50 MHz / 60 MHz / 80 MHz / 90 MHz / 100 MHz 

調 變 方 式 

FR1 

DFT-s-OFDM: PI/2 BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM 

CP-OFDM: QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM 

天 線 資 訊 

廠牌 型號 型態 增益值 

ethertronics SM-G991U Metal Antenna 
5G NR n1 : -7.4 dBi 
5G NR n28 : -8.13 dBi 

ethertronics SM-G991U Metal Antenna 5G NR n78 : -12.17 dBi 

最 大 輸 出 功 率 

5G NR n1 (SCS=15 kHz):  23.81 dBm 

5G NR n28 (SCS=15 kHz): 24.70 dBm 

5G NR n78 (SCS=30 kHz): 24.55 dBm 

註:1.此產品為雙 SIM 設計，傳導輸出功率皆須評估: SIM 1 / SIM 2，並記錄其結果數據. 
2.經驗證後 SIM 1 conducted power 最 worst，其他測項僅須評估並記錄 SIM 1 結果數據。 
3.經驗證後 DC_8A_n1A / DC_1A_n28A / DC_1A_n78A conducted power 最 worst，其他測項僅須評

估並記錄 DC_8A_n1A / DC_1A_n28A / DC_1A_n78A 結果數據。 

 

輸出/輸入埠說明： 

輸  出 / 入  埠 數量 介面內容說明 

1 USB Type-C Port 1 連接至電源供應器/多媒體終端 

2 Card Port 1 連接至 nano SIM Card 
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附屬裝置表:  

裝置名稱 廠牌 型號 備註 

內建固定式電池 SAMSUNG 
EB-BG991ABY 

(本型式係使用 PCB
版本 REV01) 

3.88 VDC, 3880 mAh 
製造商(1):Dongguan Amperex Technology Limited 
製造商(2):Ningde Amperex Technology Limited  
*僅製造商不同 

電源供應器(1) SAMSUNG EP-TA800 

INPUT  ：100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.7 A 
OUTPUT： 
(PDO) 5.0 VDC, 3.0 A or 9.0 VDC, 2.77 A  
(PPS) 5.9 VDC, 3.0 A or 11.0 VDC, 2.25 A 
製造商(1):DONGYANG INSTRUMENT QINGDAO Inc. 
製造商(2):DONGYANG ELECTRIC AND POWER INDIA 
PRIVATE LIMITED 
製造商(3):DONGYANG E&P VIETNAM CO., LTD. 
製造商(4):DONG YANG E&P HCM VINA CO.,LTD 
製造商(5):Huizhou Dongyang E&P Electronics Co., Ltd. 
製造商(6):DONGYANG E&P Inc. 
*僅製造商不同 
證書號碼：CI33806475I622 
黑色/白色 

電源供應器(2) SAMSUNG 
EP-TA800 

(本型式係使用變壓
器型號為 EP-TA800) 

INPUT  ：100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.7 A 
OUTPUT： 
(PDO) 5.0 VDC, 3.0 A or 9.0 VDC, 2.77 A  
(PPS) 5.9 VDC, 3.0 A or 11.0 VDC, 2.25 A 
製造商(1):Dongguan Dongwon Electronics Co., Ltd. 
製造商(2):HAEM VINA Co., Ltd. 
*僅製造商不同 
證書號碼：CI33806475J192 
黑色/白色 

電源供應器(3) SAMSUNG 

EP-TA800 
(本型式係 PCB 版型

號: 
EP-TA800 REV1.0) 

INPUT  ：100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.7 A 
OUTPUT： 
(PDO) 5.0 VDC, 3.0 A or 9.0 VDC, 2.77 A  
(PPS) 5.9 VDC, 3.0 A or 11.0 VDC, 2.25 A 
製造商(1):RFTECH THAI NGUYEN CO., LTD 
製造商(2):R. F. Tech Electronics (HuiZhou) Co., Ltd. 
製造商(3):RFTech Bac Ninh Co., Ltd. 
製造商(4):XIN XIN ELECTRONICS Co., Ltd. 
製造商(5):RFTECH(TIANJIN) ELECTRONICS Co., Ltd. 
製造商(6):RFTECH Co., Ltd.  
*僅製造商不同 
證書號碼：CI33806475J283 
黑色/白色 

電源供應器(4) SAMSUNG 
EP-TA800 

(本型式係使用變壓
器型號為 A800) 

INPUT  ：100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.7 A 
OUTPUT： 
(PDO) 5.0 VDC, 3.0 A or 9.0 VDC, 2.77 A  
(PPS) 5.9 VDC, 3.0 A or 11.0 VDC, 2.25 A 
製造商(1):Dongguan Yingju Power Co., Ltd. 
製造商(2):Dongguan Solum Electronics Co., Ltd. 
製造商(3):Dongguan City Yingju Electronics Co. Ltd. 
製造商(4):SOLUM VINA COMPANY LIMITED 
*僅製造商不同 
證書號碼：CI33806475I791 
黑色/白色 

USB Cable(1) SAMSUNG EP-DG980BBE Type-C Type-C 
Shielded, 1.0 m 

USB Cable(2) SAMSUNG EP-DN980BBE Type-C Type-C 
Shielded, 1.0 m 

USB Cable(3) SAMSUNG EP-DG980BWE Type-C Type-C 
Shielded, 1.0 m 

USB Cable(4) SAMSUNG EP-DN980BWE Type-C Type-C 
Shielded, 1.0 m 

耳機麥克風 SAMSUNG EO-IG955 Non-Shielded, 1.2 m 
黑色/白色 
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1.2 輔助測試之週邊設備描述 

下列輔助設備或配件為測試中所使用, 以形成一個代表性的受測系統。 

週邊名稱 廠商 型 號 備 註 

(1) RF Cable SAMSUNG SM-G9910 

Cable loss: 

5G NR n1 : 0.6 dB 

5G NR n28 : 0.3 dB 

5G NR n78 : 1.5 dB 

(申請者提供) 

 

 

1.3 其他相關聲明 

本測試報告屬(以下選擇一種打■) 

■ 申請新的型式檢驗認可的測試. 

□  
已取得型式檢驗認可之商品,因設計變更而重新測試 (變更內容請參考產品概述). 

登錄號碼: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

2. 量測儀器及測試配置說明 

2.1 量測設備 

Conducted: 
Test Period: Nov. 14 ~ Nov. 16, 2020 
測試者：歐陽良相, 李杰翰 

名 稱  廠  牌 型  號 序  號 本次校驗日期 校驗年限 

Temperature & Humidity 
Chamber 

TAICHY MHU-225LA 980729 03/31/2020 1 year 

Divider Warison WDIV-2I0.5-26.5S20 WR222AM2B1 03/06/2020 1 year 

Power Supply KEITHLEY 2303 4045290 02/11/2020 1 year 

FSU26 SPECTRUM 
ANALYZER 

R&S FSU26 201118 01/15/2020 1 year 

UXM 5G Wireless Test 
Platform 

Keysight E7515B MY59321574 12/04/2019 2 years 
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2.2 測試架構圖 

 傳導輸出功率 

 

 

 

 

 

 

 

 發射頻譜波罩 

 

 

 

 

 

 

 

 混附發射區域不必要發射 
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 ACLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 頻率穩定度 
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2.3 量測不確定度 

下列量測不確定水準是參照量測儀器 CISPR 16-4-2 所規定之不確定度。 

Test Item Uncertainty (dB) 

傳導輸出功率 (傳導) 1.1 dB 

發射頻譜波罩 (傳導) 1.1 dB 

混附發射區域不必要發射 (傳導) 2.5 dB 

ACLR (傳導) 1.1 dB 

頻率穩定度 (傳導) 1.2 x 10-7 * Fc (Hz) 
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2.4 試驗環境 

產品測試時之實驗室環境條件如下: 
項 目 實 際 常態環境要求 

溫度 Temperature (C) 18 - 28 15 - 35 

濕度 Humidity (%RH) 45 - 75 25 - 75 

 

電池種類及電壓的計算 

 
□AC mains 
VNom=標稱電壓 
VLow=標稱電壓* 0.9 
VHigh=標稱電壓*1.1 
 
□Regulated lead acid battery 
VNom=標稱電壓 * 1.1 
VLow=標稱電壓* 0.9 
VHigh=標稱電壓*1.3 
 
Non regulated batteries : 
□Leclanche 
VNom=標稱電壓 
VLow=標稱電壓* 0.85 
VHigh=標稱電壓 
 
■Lithium 
VNom=標稱電壓 * 1.1 
VLow=標稱電壓* 0.95 
VHigh=標稱電壓*1.1 
 
□Mercury/nickel & cadmium 
VNom=標稱電壓 
VLow=標稱電壓* 0.9 
VHigh=標稱電壓*1.1 
 

 

測試條件 

工作電壓 DC(範圍)： 

標稱電壓 3.88 V 

低極端電壓 3.68 V 

關機電壓 3.64 V 

常態電壓 4.27 V 

高極端電壓 4.27 V 

測試溫度(範圍)： 

低極端溫度 -10 (℃) 

常態溫度 20 (℃) 

高極端溫度 55 (℃) 
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3. 測試項目與結果判定總表 

項 次 檢驗項目 適用標準 試驗結果 結果判定 

1 傳導輸出功率 
行動通信電信終端設備技術規範, 6.1.1.1
節及低功率射頻器材技術規範第6點檢驗
規定 

請參閱第4節 符合 

2 發射頻譜波罩 行動通信電信終端設備技術規範, 6.1.4.1
節 

請參閱第4節 符合 

3 
混附發射區域不必要發
射 

行動通信電信終端設備技術規範, 6.1.5.1
節及低功率射頻器材技術規範第6點檢驗
規定 

請參閱第4節 符合 

4 ACLR 行動通信電信終端設備技術規範, 6.1.3.1 
節 

請參閱第4節 符合 

5 頻率穩定度 
行動通信電信終端設備技術規範, 6.1.2.1
節及低功率射頻器材技術規範第6點檢驗
規定 

請參閱第4節 符合 

6 災防告警細胞廣播訊息
接收功能 

行動通信電信終端設備技術規範,  
6.10節 

N/A  
(Note 1) 

N/A  
(Note 1) 

Note 1:依據 2020 年 06 月 12 日國家通訊傳播委員會電信終端設備與低功率射頻電機審驗一致性會議結論,目前暫緩

評估 5G NR 災防告警細胞廣播訊息接收功能。 

Note 2:待測物測試模式之最大輸出功率、頻率、頻寬、調變技術等設定值為 Max. Hold 設定。 

 

Decision Rule 

■ Uncertainty is not included. 

□ Uncertainty is included. 
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4. 檢驗紀錄 

4.1 測試項目總表 
項 次 檢 驗 項 目 及 標 準 值 判 定 

1 傳導輸出功率 
□等級 2 
■等級 3 
 
限制值: 

NR上行頻段(MHz) 等級2(dBm) 誤差(dB) 等級3(dBm) 誤差(dB) 

1920～1980   23 +2+TT/-2-TT 

703～748   23 +2/-2.5 

3300～3570 26 +2+TT/-3-TT 23 +2+TT/-3-TT 
 
測試方法： 
依附表3之規定檢測低、中、高三個頻道，並分別對最低、中間及最高之工作頻寬，進行檢測。 

符 合 

 
SIM1 

 

LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band8_10MHz_

QPSK_Full RB 
n1 5 15 

384500 1922.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.58  

Inner 1RB Left 23.62  

Inner 1RB Right 23.60  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.29  

Inner 1RB Left 23.07  

Inner 1RB Right 23.24  

390000 1950 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.48  

Inner 1RB Left 23.50  

Inner 1RB Right 23.46  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.18  

Inner 1RB Left 23.03  

Inner 1RB Right 23.25  

395500 1977.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.67  

Inner 1RB Left 23.59  

Inner 1RB Right 23.55  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.63  

Inner 1RB Left 22.56  

Inner 1RB Right 22.66  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band8_10MHz_

QPSK_Full RB 
n1 15 15 

385500 1927.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.67  

Inner 1RB Left 23.76  

Inner 1RB Right 23.30  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.92  

Inner 1RB Left 23.00  

Inner 1RB Right 22.18  

390000 1950 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.62  

Inner 1RB Left 23.31  

Inner 1RB Right 23.66  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.08  

Inner 1RB Left 22.33  

Inner 1RB Right 23.11  

394500 1972.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.45  

Inner 1RB Left 23.30  

Inner 1RB Right 23.62  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.50  

Inner 1RB Left 22.34  

Inner 1RB Right 22.82  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band8_10MHz_

QPSK_Full RB 
n1 20 15 

386000 1930 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.69  

Inner 1RB Left 23.81  

Inner 1RB Right 22.99  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.85  

Inner 1RB Left 22.98  

Inner 1RB Right 22.14  

390000 1950 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.66  

Inner 1RB Left 22.55  

Inner 1RB Right 23.39  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.13  

Inner 1RB Left 22.01  

Inner 1RB Right 22.88  

394000 1970 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.37  

Inner 1RB Left 23.13  

Inner 1RB Right 23.55  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.57  

Inner 1RB Left 22.41  

Inner 1RB Right 22.72  

Report Number: 2011DR54 
Rev.00 Date of Issue: Nov. 20, 2020

第 15 頁，共 60 頁

晶 復 科 技 股 份 有 限 公 司 
A Test Lab Techno Corp. 



 

 

 

 

 

 

LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n28 5 15 

141100 705.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.19  

Inner 1RB Left 24.17  

Inner 1RB Right 24.07  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.22  

Inner 1RB Left 24.12  

Inner 1RB Right 24.09  

145100 725.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.40  

Inner 1RB Left 24.39  

Inner 1RB Right 24.35  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.12  

Inner 1RB Left 24.17  

Inner 1RB Right 23.91  

149100 745.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.33  

Inner 1RB Left 24.32  

Inner 1RB Right 24.22  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.37  

Inner 1RB Left 24.36  

Inner 1RB Right 24.28  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n28 15 15 

142100 710.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.25  

Inner 1RB Left 24.12  

Inner 1RB Right 24.42  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.30  

Inner 1RB Left 24.04  

Inner 1RB Right 24.43  

145100 725.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.52  

Inner 1RB Left 24.70  

Inner 1RB Right 24.51  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.10  

Inner 1RB Left 24.18  

Inner 1RB Right 24.11  

148100 740.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.35  

Inner 1RB Left 24.43  

Inner 1RB Right 24.38  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.42  

Inner 1RB Left 24.46  

Inner 1RB Right 24.25  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n28 20 15 

142600 713 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.38  

Inner 1RB Left 24.12  

Inner 1RB Right 24.42  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.40  

Inner 1RB Left 24.10  

Inner 1RB Right 24.42  

145100 725.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.34  

Inner 1RB Left 24.47  

Inner 1RB Right 24.14  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.44  

Inner 1RB Left 24.50  

Inner 1RB Right 24.10  

147600 738 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.40  

Inner 1RB Left 24.49  

Inner 1RB Right 24.29  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.36  

Inner 1RB Left 24.46  

Inner 1RB Right 24.27  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n78 20 30 

620668 3310.02 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.79  

Inner 1RB Left 23.89  

Inner 1RB Right 23.96  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.85  

Inner 1RB Left 23.98  

Inner 1RB Right 23.90  

629000 3435 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.14  

Inner 1RB Left 24.25  

Inner 1RB Right 24.38  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.13  

Inner 1RB Left 24.15  

Inner 1RB Right 24.29  

637332 3559.98 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.39  

Inner 1RB Left 24.50  

Inner 1RB Right 24.34  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.34  

Inner 1RB Left 24.55  

Inner 1RB Right 24.25  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n78 50 30 

621668 3325.02 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.83  

Inner 1RB Left 23.80  

Inner 1RB Right 23.98  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.98  

Inner 1RB Left 23.99  

Inner 1RB Right 24.00  

629000 3435 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.22  

Inner 1RB Left 24.22  

Inner 1RB Right 24.42  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.27  

Inner 1RB Left 24.20  

Inner 1RB Right 24.31  

636332 3544.98 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.33  

Inner 1RB Left 24.52  

Inner 1RB Right 24.33  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.41  

Inner 1RB Left 24.49  

Inner 1RB Right 24.29  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n78 100 30 

623334 3350.01 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.66  

Inner 1RB Left 23.48  

Inner 1RB Right 23.85  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.71  

Inner 1RB Left 23.48  

Inner 1RB Right 23.87  

629000 3435 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.89  

Inner 1RB Left 23.82  

Inner 1RB Right 24.41  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.94  

Inner 1RB Left 23.87  

Inner 1RB Right 24.49  

634666 3519.99 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.08  

Inner 1RB Left 23.73  

Inner 1RB Right 24.03  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.26  

Inner 1RB Left 23.72  

Inner 1RB Right 24.05  
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SIM2 

 

LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band8_10MHz_

QPSK_Full RB 
n1 5 15 

384500 1922.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.31  

Inner 1RB Left 23.35  

Inner 1RB Right 23.41  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.95  

Inner 1RB Left 22.88  

Inner 1RB Right 22.98  

390000 1950 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.27  

Inner 1RB Left 23.22  

Inner 1RB Right 23.19  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.90  

Inner 1RB Left 22.70  

Inner 1RB Right 23.13  

395500 1977.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.33  

Inner 1RB Left 23.30  

Inner 1RB Right 23.26  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.37  

Inner 1RB Left 22.31  

Inner 1RB Right 22.44  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band8_10MHz_

QPSK_Full RB 
n1 15 15 

385500 1927.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.41  

Inner 1RB Left 23.52  

Inner 1RB Right 23.08  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.76  

Inner 1RB Left 22.77  

Inner 1RB Right 21.97  

390000 1950 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.32  

Inner 1RB Left 23.07  

Inner 1RB Right 23.29  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.78  

Inner 1RB Left 22.11  

Inner 1RB Right 22.99  

394500 1972.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.27  

Inner 1RB Left 23.10  

Inner 1RB Right 23.34  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.19  

Inner 1RB Left 22.04  

Inner 1RB Right 22.53  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band8_10MHz_

QPSK_Full RB 
n1 20 15 

386000 1930 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.45  

Inner 1RB Left 23.57  

Inner 1RB Right 22.72  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.59  

Inner 1RB Left 22.75  

Inner 1RB Right 21.82  

390000 1950 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.29  

Inner 1RB Left 22.44  

Inner 1RB Right 23.33  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.88  

Inner 1RB Left 21.80  

Inner 1RB Right 22.51  

394000 1970 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.15  

Inner 1RB Left 22.91  

Inner 1RB Right 23.34  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 22.33  

Inner 1RB Left 22.24  

Inner 1RB Right 22.45  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n28 5 15 

141100 705.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.92  

Inner 1RB Left 24.00  

Inner 1RB Right 23.77  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.03  

Inner 1RB Left 23.87  

Inner 1RB Right 23.86  

145100 725.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.15  

Inner 1RB Left 24.14  

Inner 1RB Right 23.92  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.85  

Inner 1RB Left 23.90  

Inner 1RB Right 23.68  

149100 745.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.11  

Inner 1RB Left 24.13  

Inner 1RB Right 23.91  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.05  

Inner 1RB Left 23.92  

Inner 1RB Right 23.96  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n28 15 15 

142100 710.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.12  

Inner 1RB Left 23.90  

Inner 1RB Right 24.13  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.07  

Inner 1RB Left 23.87  

Inner 1RB Right 24.12  

145100 725.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.27  

Inner 1RB Left 24.45  

Inner 1RB Right 24.14  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.95  

Inner 1RB Left 23.85  

Inner 1RB Right 23.83  

148100 740.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.16  

Inner 1RB Left 24.21  

Inner 1RB Right 24.04  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.06  

Inner 1RB Left 24.00  

Inner 1RB Right 23.90  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n28 20 15 

142600 713 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.13  

Inner 1RB Left 23.82  

Inner 1RB Right 24.17  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.10  

Inner 1RB Left 23.79  

Inner 1RB Right 24.13  

145100 725.5 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.10  

Inner 1RB Left 24.16  

Inner 1RB Right 23.94  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.11  

Inner 1RB Left 24.18  

Inner 1RB Right 23.82  

147600 738 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.02  

Inner 1RB Left 24.14  

Inner 1RB Right 24.00  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.17  

Inner 1RB Left 24.08  

Inner 1RB Right 23.97  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n78 20 30 

620668 3310.02 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.56  

Inner 1RB Left 23.73  

Inner 1RB Right 23.78  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.57  

Inner 1RB Left 23.70  

Inner 1RB Right 23.79  

629000 3435 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.82  

Inner 1RB Left 23.91  

Inner 1RB Right 24.11  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.91  

Inner 1RB Left 24.00  

Inner 1RB Right 24.05  

637332 3559.98 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.96  

Inner 1RB Left 24.16  

Inner 1RB Right 24.08  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.07  

Inner 1RB Left 24.31  

Inner 1RB Right 24.02  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n78 50 30 

621668 3325.02 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.55  

Inner 1RB Left 23.62  

Inner 1RB Right 23.80  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.64  

Inner 1RB Left 23.75  

Inner 1RB Right 23.79  

629000 3435 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.92  

Inner 1RB Left 23.92  

Inner 1RB Right 24.13  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.88  

Inner 1RB Left 23.93  

Inner 1RB Right 24.09  

636332 3544.98 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 24.08  

Inner 1RB Left 24.17  

Inner 1RB Right 24.07  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 24.14  

Inner 1RB Left 24.25  

Inner 1RB Right 24.05  
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LTE Band NR Band 
Bandwidth 

Sub 

-carrier 

spacing ARFCN 
Frequency 

Modulation RB Allocation 

NR   

Power  

 (MHz) (kHz)  (MHz) (dBm) 

Band1_10MHz_

QPSK_Full RB 
n78 100 30 

623334 3350.01 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.41  

Inner 1RB Left 23.39  

Inner 1RB Right 23.62  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.47  

Inner 1RB Left 23.42  

Inner 1RB Right 23.60  

629000 3435 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.69  

Inner 1RB Left 23.71  

Inner 1RB Right 24.22  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.74  

Inner 1RB Left 23.61  

Inner 1RB Right 24.19  

634666 3519.99 

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 

Inner Full 23.95  

Inner 1RB Left 23.43  

Inner 1RB Right 23.73  

DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 23.97  

Inner 1RB Left 23.35  

Inner 1RB Right 23.70  
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項 次 檢 驗 項 目 及 標 準 值 判 定 

2 發射頻譜波罩 
 
限制值： 
應符合附表 15 之頻譜波罩規範值，其中測試誤差(Test Tolerance, TT)如附表 
16。 
 
測試方法： 
行動通信電信終端設備技術規範 6.1.4.1.2.1頻譜發射限制值依頻道頻寬及發射頻帶外
之偏移頻率(Δ Frequency of Out-of-band emission， ΔfOOB)而不同，量測時之解析
頻寬應不小於附表 15 之設定值。 
行動通信電信終端設備技術規範 6.1.4.1.2.2 檢測頻道為低、高二個頻道，並分別對最
低及最高之工作頻寬，依附表 17 進行檢測。 

符合 

 
工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註3/註4) 

Edge 1RB Left 請參閱附件
MASK_n1_5MHz_SCS 

15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Right 請參閱附件
MASK_n1_5MHz_SCS 

15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Left 請參閱附件
MASK_n1_20MHz_SCS 

15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 

Report Number: 2011DR54 
Rev.00 Date of Issue: Nov. 20, 2020

第 33 頁，共 60 頁

晶 復 科 技 股 份 有 限 公 司 
A Test Lab Techno Corp. 



 

 

 

 

 

 
工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Right 請參閱附件
MASK_n1_20MHz_SCS 

15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n1_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Left 請參閱附件
MASK_n28_5MHz_SCS 

15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Right 請參閱附件
MASK_n28_5MHz_SCS 

15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_5MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Left 請參閱附件
MASK_n28_20MHz_SCS 

15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_Low CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Right 請參閱附件
MASK_n28_20MHz_SCS 

15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n28_20MHz_SCS 
15kHz_High CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 10 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

30 kHz 10 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Left 請參閱附件
MASK_n78_10MHz_SCS 

30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 10 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

30 kHz 10 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Right 請參閱附件
MASK_n78_10MHz_SCS 

30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 10 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_10MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 10 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Left 請參閱附件
MASK_n78_100MHz_SCS 

30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_Low CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 10 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道
頻宽 測試頻道 調變方式(註2) 資源區塊分配(註1) 檢驗結果 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 3/註 4) 

Edge 1RB Right 請參閱附件
MASK_n78_100MHz_SCS 

30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM QPSK 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

MASK_n78_100MHz_SCS 
30kHz_High CH Outer Full 

 
註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。  
註2: DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之 FR1終端設備。  
註3:針對功率等級3，終端設備操作在2500-2690MHz(n41) / 3300-3570MHz(n78)應分別測試IE power Boost PI/2 

BPSK 設定為1及0。 
註 4: IE power Boost PI/2 BPSK 不具備設定為 1 之功能，僅評估設定為 0。 
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項 次 檢 驗 項 目 及 標 準 值 判 定 

3 混附發射區域不必要發射 
 
限制值： 
混附發射限制值應符合附表 21 之限制值。 
測試方法： 
行動通信電信終端設備技術規範 6.1.5.1.2.1 量測頻率範圍不包含頻道外至附表 22 之
FOOB (MHz)間之頻率，量測時之解析頻寬應不小於附表 21 之設定值，FOOB 為 NR 
頻道外與混附發射區域 
之邊界頻率。 
行動通信電信終端設備技術規範 6.1.5.1.2.2 檢測頻道為低、中、高三個頻道，並分別
對最低、中及最高之工作頻寬，依附表 23 進行檢測。 

符合 

 
工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、中、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、15 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波間隔 測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式 資源區塊分配 檢驗結果 

15 kHz 

5 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n1_5MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

5 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

5 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 

15 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n1_15MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 

20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n1_20MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

20 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、中、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、15 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波間隔 測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式 資源區塊分配 檢驗結果 

15 kHz 

5 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n28_5MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

5 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

5 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 

15 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n28_15MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 

20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n28_20MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

20 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、中、高 

測試頻道頻宽 20 MHz、50 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波間隔 測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式 資源區塊分配 檢驗結果 

30 kHz 

20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n78_20MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

20 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 

50 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n78_50MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

50 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

50 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 

100 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

請參閱附件 Conducted 
Emission_n78_100MHz 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

100 MHz 中 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

100 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Edge 1RB Left 

Edge 1RB Right 

Outer Full 
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項 次 檢 驗 項 目 及 標 準 值 判 定 

4 ACLR 
 
NR 相鄰頻道洩漏功率比(NRACLR) 
NR 相鄰頻道洩漏功率比(NRACLR)為以指定之NR 頻道頻率為中心之濾波平均功率與

以標稱頻道間隔為中心之相鄰NR 頻道頻率濾波平均功率之比。 
 
限制值： 
若測量之鄰頻功率超過-50dBm，應符合附表7之NR 相鄰頻道洩漏功率比限制值，其

中測試誤差(Test Tolerance, TT)如附表8。 
□終端設備功率等級 Class 2: 31 - TT dB 以上。 
測試誤差(Test Tolerance, TT)為 0.8 dB。 
■終端設備功率等級 Class 3: 30 - TT dB 以上。 
測試誤差(Test Tolerance, TT)為 0.8 dB。 
 
測試方法： 
量測頻寬應依附表9之規定，採矩形濾波器，檢測低、高二個頻道，並分別對最低及最

高之工作頻寬，依附表10進行檢測。 
 
 
UTRA 相鄰頻道洩漏功率比(UTRAACLR ) 
UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 相鄰頻道洩漏功率比(UTRAACLR）為以分

配之NR 頻道頻率為中心之濾波平均功率與以相鄰UTRA頻道頻率為中心之濾波平均

功率之比。 
 
限制值： 
若測量之鄰頻功率超過-50dBm，則應符合附表11之UTRA 相鄰頻道洩漏功率比限制

值。 
UTRAACLR1：33 - TT dB 以上。 
UTRAACLR2：36 - TT dB 以上。 
測試誤差(Test Tolerance, TT)為 0.8 dB。 
 
測試方法： 
量測頻寬應依附表9之規定，UTRA 採roll-off factor α = 0.22與3.84MHz 頻寬之RRC 
(Root Raised Cosine)濾波器，NR 採矩形濾波器，檢測低、高二個頻道，並分別對最

低及最高之工作頻寬，依附表10進行檢測。 
 
 

符合 
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工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_Low CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting- PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_5MHz_SCS 
15KHz_High CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n1 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n1_20MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_Low CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 5 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_5MHz_SC
S 15KHz_High CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_Low CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n28 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 5 MHz、20 MHz 

子載波間隔 15 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH Outer Full 

15 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n28_20MHz_S
CS 15KHz_High CH Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 20 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

30 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 

Report Number: 2011DR54 
Rev.00 Date of Issue: Nov. 20, 2020

第 55 頁，共 60 頁

晶 復 科 技 股 份 有 限 公 司 
A Test Lab Techno Corp. 



 

 

 

 

 

 
工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 20 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

30 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 20 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_20MHz_S
CS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 20 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Left 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 低 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_Low CH 

Edge 1RB Left 

Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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工作頻段 5G NR n78 

測試環境 常態環境常態電壓 

測試頻道 低、高 

測試頻道頻宽 20 MHz、100 MHz 

子載波間隔 30 kHz 

子載波 
間隔 

測試頻道 
頻宽 測試頻道 調變方式(註 2) 資源區塊分配(註 1) 檢驗結果 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM QPSK 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM 16QAM 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM 64QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 CP-OFDM 256QAM 
Edge 1RB Right 請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH Outer Full 

30 kHz 100 MHz 高 DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 
(註 4) 

Inner Full 
請參閱附件

ACLR&UTRA_n78_100MHz_
SCS 30KHz_High CH 

Edge 1RB Right 

Outer Full 

註1:每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-1 Table 6.1-1規定。 
註2:DFT-s-OFDM PI/2 BPSK 測試僅適用支援half PI BPSK 之FR1終端設備。 
註3:針對功率等級3，操作在TDD 具PI/2 BPSK調變之終端設備及具支援power Boosting PI/2 BPSK 

能力與IE power Boost PI/2 BPSK 設定為1且頻段為2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備。 
註4:針對功率等級3，操作在FDD 或TDD 但非操作在2500-2690MHz(n41)/3300-3570MHz(n78)之終端設備，或TDD 

頻段操作在3300-3570MHz(n78)且IE power Boosting PI/2 BPSK設定為0之終端設備。 
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項 次 檢 驗 項 目 及 標 準 值 判 定 

5 頻率穩定度 
限制值: 
依第 5 點測試環境條件，終端設備於常態環境常態電壓、低極端溫度低極端電壓、低
極端溫度高極端電壓、高極端溫度低極端電壓、高極端溫度高極端電壓等五種測試環
境下，分別進行頻率量測，經 0/2/5/10 分鐘量測結果，頻率應維持在頻道之主波頻率
0.1ppm 以內。 
 
測試方法： 
依附表 5 之規定檢測中頻道，並對最高之工作頻寬，進行檢測。 

符合 

 
工作頻段 5G NR n1 

Downlink  Modulation=CP-OFDM QPSK，RB allocation=Full RB(106@0) 

Uplink Modulation=DFT-s-OFDM QPSK，RB allocation=100@0 

Bandwidth(MHz) 20 

SCS(kHz) 15 

Channel 390000 

Frequency(MHz) 1950 

測試溫度/電壓 
檢驗結果 

0 分鐘 2 分鐘 5 分鐘 10 分鐘 單位 

TL/VL 0.005  0.005  0.005  -0.004  ppm 
TL/VH -0.006  0.007  0.005  0.005  ppm 
TN/VN -0.005  -0.005  -0.005  0.006  ppm 
TH/VL 0.007  0.006  0.005  -0.005  ppm 
TH/VH 0.006  0.006  0.005  -0.005  ppm 

 

 
工作頻段 5G NR n28 

Downlink  Modulation=CP-OFDM QPSK，RB allocation=Full RB(106@0) 

Uplink Modulation=DFT-s-OFDM QPSK，RB allocation=25@75 

Bandwidth(MHz) 20 

SCS(kHz) 15 

Channel 145100 

Frequency(MHz) 725.5 

測試溫度/電壓 
檢驗結果 

0 分鐘 2 分鐘 5 分鐘 10 分鐘 單位 

TL/VL -0.014  -0.014  0.015  0.015  ppm 
TL/VH 0.008  -0.013  -0.015  0.015  ppm 
TN/VN 0.013  0.012  -0.014  -0.014  ppm 
TH/VL 0.016  -0.013  0.015  -0.016  ppm 
TH/VH 0.013  0.017  -0.014  0.017  ppm 
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工作頻段 5G NR n78 

Downlink  Modulation=CP-OFDM QPSK，RB allocation=Full RB(273@0) 

Uplink Modulation=DFT-s-OFDM QPSK，RB allocation=270@0 

Bandwidth(MHz) 100 

SCS(kHz) 30 

Channel 629000 

Frequency(MHz) 3435 

測試溫度/電壓 
檢驗結果 

0 分鐘 2 分鐘 5 分鐘 10 分鐘 單位 

TL/VL -0.003  0.003  0.003  -0.003  ppm 
TL/VH 0.003  0.004  0.003  -0.003  ppm 
TN/VN 0.004  -0.003  0.003  0.004  ppm 
TH/VL 0.003  -0.003  0.003  0.004  ppm 
TH/VH 0.004  0.003  0.003  -0.003  ppm 

 
 

 
---END--- 
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